
Living up to Life

Leica Map Start
Softwarelösung zur Oberflächenvisualisierung und Metrologie. 
Die Erweiterung der Leica Application Suite



DER Industriestandard für 
Oberflächenmessung und -analyse 

Leica Map Start ist die Einsteigerver-
sion der Leica Map-Softwareserie und 
wird zur Visualisierung und Analyse von 
Oberflächen eingesetzt.  Der Funktion-
sumfang dieser Software reicht von der  
Visualisierung der gemessenen Ober- 
flächen, bis hin zur Charakterisierung 
grundlegender Oberflächenmerkmale 
wie Distanzen, Winkel und Stufen-
höhen sowie der Berechnung der Pa-
rameter der Oberflächenbeschaffen-
heit. Falls eine noch detailliertere 
Oberflächenanalyse erforder-lich 
ist, steht ein breites Angebot an Er-
weiterungsmodulen zur Verfügung. 

Basierend auf dem Branchenstandard 
Mountains Technology®, können mit  
Leica Map Start detaillierte, aus-
sagekräftige Messberichte zu der 
Oberflächenanalyse in einer intuitiv zu 
verwendenden Desktop-Publishing-Um-
gebung erzeugt werden*. 

Dank seiner echten 64-Bit-Architektur 
nutzt Leica Map Start die Möglichkeit-
en von Multicore-Prozessoren für die  
schnelle Verarbeitung und Berechnung 
von 3D-Daten in optimaler Weise. Es 
ist damit die perfekte Lösung für eine 
hohe Produktivität bei Messaufgaben 

an industrieller Oberflächen. Im Zu- 
sammenspiel mit Compound- oder  
Stereomikroskopen sowie Makros-
kopen von Leica Microsystems  kön-
nen so komplexe Aufgaben in Labors,  
Fertigungs- und Forschungseinrichtun-
gen einfach und schnell erledigt werden.

* Mountains Technology® ist eine eingetragene Marke von Digital Surf SARL.



Mehr Details mit simultanen 
Bildansichten

Leica Mikroskope mit motorisiertem 
Fokustrieb sind in der Lage, Höhenkarten 
der Oberflächentopographie, Echtfarb-
bilder und Intensitätsbilder zu erzeugen.   
Mit der Leica Map Start-Software 
können Sie Topographie-, Farb- 
und Intensitätsbilder gleichzeitig –  
z. B. bei der vergrößerten Ansicht 
eines Oberflächenmerkmals – Sie ha-
ben aber auch die Möglichkeit, diese 
Bilder getrennt zu bearbeiten und 
so beispielsweise die Beschaffen-
heit der Oberflächentopographie effi-
zienter zu charakterisieren.    

Außerdem können Sie eine Ober-
fläche nach einem vordefinierten 
Flugplan überfliegen; mit dem Erweit-
erungsmodul 4D Analysis kann sogar 
eine Serie von Oberflächen überflogen 
und so deren Veränderung im Laufe 
der Zeit oder hinsichtlich anderer phy-
sischer Parameter erfasst werden.   

Dank der Möglichkeit, das Farbbild 
oder das Intensitätsbild über die Topo- 
graphie zu legen, können Sie die Ober-
flächentopographie in Echtfarbe sehen 
und Defekte, z. B. Risse oder Brüche, 

erkennen, die auf dem Intensitäts-
bild am deutlichsten sichtbar sind. 

Daneben können Bilder mit Hilfe ver-
schiedenster Werkzeuge niveliert,  
korrigiert und erweitert werden, z. B. 
durch Inversion und Drehung, durch 
Festlegung von Schwellwerten zur 
Entfernung von Artefakten oder durch  
Retuschieren und Glätten.

3D-Ansicht eines Farbbilds mit erweitertem Fokus 3D-Ansicht einer Höhenkarte als Falschfarbenbild



Oberflächencharakterisierung

Höhenparameter und Profiltraganteil Oberfläche nach der Nivelierung

Stufenhöhenmessungen

Leica Map Start enthält verschiedene Basiswerkzeuge für 
die Charakterisierung von Oberflächengeometrien. So können 
Distanzen und Winkel auf Oberflächen und Profilen gemessen, 
sowie Querschnitte und auf Profilen die Stufenhöhen berech-
net werden.

Alle Parameter werden entsprechend der neuen ISO-Norm 
25178 zur Oberflächenbeschaffenheit berechnet. Rauheits- 
und Welligkeitskomponenten der Oberfläche werden 
inklusive der Cut-Offs automatisch berechnet.  

Über Erweiterungsmodule stehen bei Bedarf zusätzliche 
Werkzeuge zur Analyse der Geometrie und Beschaffenheit von 
Oberflächen zur Verfügung. Insbesondere die Module Basic 
Surface Texture, Contour Analysis und Advanced Contour 
Analysis  bieten hier wertvolle Zusatzfunktionalitäten.



Rückverfolgbarkeit in Kombination mit 
Interaktivität

In Leica Map Start wird ein Dokument 
zur Oberflächenanalyse visuell, Bild für 
Bild, aufgebaut. Jeder Schritt im Ana-
lyseablauf, zum Beispiel: 
-  die Erzeugung eines 3D-Bilds
-  eine analytische Untersuchung der  
 Oberflächengeometrie oder -textur  
-  oder die Einfügung einer Kennkarte  
 für die Messung
wird in einem hierarchischen Ana-
lyse-Workflow aufgezeichnet.  Die Ab- 
hängigkeit zwischen den einzelnen 
Schritten wird aufzeigt und so eine voll-
ständige metrologische Rückverfolg- 
barkeit ermöglicht.  

Leica Map Start ist vollständig interaktiv.  
Jeder Schritt im Ablauf kann an die spe-
zifischen Anforderungen Ihrer Anwend-
ung angepasst werden. Beispielsweise 
kann die Position eines Profils, das aus 
einer Oberfläche extrahiert wurde, im 
Dokuemnt interaktiv verändert werden; 
abhängige Schritte werden automatisch 
neu berechnet.  Neue Prozess-Schritte 
können jederzeit eingefügt werden.  
Sequenzen häufig verwendeter Schritte 
können gespeichert und später zeitspar-
end als fertige Einheit in jedes beliebige 
Dokument eingefügt werden.

Mehrseitiges Analysedokument mit Seitenansicht (links) und Analyse-Workflow (rechts)



Zwei ideale Partner – 
LAS Montage und Leica Map

In Verbindung mit einem Leica Mikroskop 
kann das Software-Modul LAS Montage 
eine Höhenkarte Ihrer Probe erstellen. 
Hierzu nimmt die Software eine Serie von 
Bildebenen in bekannten Abständen auf.  
und erweitert so den Fokusbereich 
um ein Vielfaches.   
Aus dem aufgenommenen Bildstapel 
wird eine Tiefenkarte und ein Bild mit 
erweitertem Fokus erzeugt. Diese Infor-
mationen können z.B. unter Anwendung 
eines vorhandenen Analysedokuments 
als Vorlage automatisch analysiert 
werden. In Routineumgebungen kann 
diese Vorlage von einem Messtechniker 
erstellt und gegen unbefugte Änderun-
gen geschützt werden.  Der von Ihnen 
definierte Analyse-Workflow in dem 
Vorlagendokument kann automatisch 
auf jede neue Aufnahme angewendet 
werden. Dabei wird ausserdem zu jeder 
Messung automatisch ein Bericht er-
zeugt. Durch Verwendung der Ampel-
symbolik können Sie Hinweise auf die 
Einhaltung bestimmter Toleranzen in 
den Bericht einfügen und so schnell, 
effizient und reproduzierbar Entscheid-
ungen zum weiteren Vorgehen treffen. 

Erweiterungsmodul Statistics 
Das Erweiterungsmodul Statistics  
liefert dynamisch aktualisierte Para- 
meter zu einer Mess-Serie, ein-
schließlich der Capabilityparameter 
(Cpk) für die Überwachung der Wieder- 
holgenauigkeit des Produktionspro-
zesses. Das Modul kann mehrere Mess-
wertpopulationen analysieren; alle Er-
gebnisse lassen sich im Excel-Format 
exportieren und somit beispielsweise in 
einem externen Qualitätsmanagement-
system verwenden.

Bild von zwei ähnlichen Oberflächen mit Pass/Fail- darstellung 
durch Ampelsymbole. Die gemessene Stufenhöhe der oberen 
Oberfläche wird nicht akzeptiert, die untere Oberfläche ist dies-
bezüglich in Ordnung.



Weitere Analyse der 
Oberflächenbeschaffenheit

Das Erweiterungsmodul Basic Surface 
Texture liefert weitere Funktionen für die 
Analyse der Oberflächenbeschaffenheit. 

Zu den möglichen geometrischen 
Untersuchungen zählen die Berech-
nung von Flächen in vertikalen Quer-
schnitts-profilen, der Volumina von 
Erhebungen und Vertiefungen und die 
Höhenunterschiede zwischen verschie-
denen Bereichen von Oberflächen  
(z. B. für die Beurteilung elektronischer  
und mechanischer Komponenten, 
MEMS und elektrischen Leiterplatten). 

Weitere Analysemöglichkeiten sind 
die Abbott-Firestone- oder Materialan-
teilkurve, das Tiefenverteilungshisto-
gramm und die Oberflächensubtrak-
tion (Anwendung bei tribologischen 
Untersuchungen, z. B. von Lager- und 
Dichtflächen oder bei Verschleiß).   
 
Daneben können die Rauheits- und 
Welligkeitskomponenten einer Ober-
fläche mit Hilfe der erweiterten Filterver-
fahren nach ISO 16610 getrennt und die 
Primär- und Rauheitsparameter nach 
ISO 4287 berechnet werden.

Koplanarität von Kontaktbereichen elektroni-
scher Komponenten basierend auf einer Unter-
suchung der Stufenhöhen

Querschnittsprofil Berechnung des Volumens eines manuell 
definierten Lochs

Abbott-Firestone-Kurve und Tiefenverteilungs-
histogramm



Körner- und Partikelanalyse

Das Erweiterungsmodul Grains &  
Particles erkennt und analysiert Kör-
ner, Partikel, Inseln und Muster.  
Dieses Modul kann mit Hilfe von Bina-
risierungsverfahren einzelne Körner 
und Korngruppen vom Hintergrund 
trennen und so weiter analysieren.  
Dann können für alle Körner, eine 
Teilgruppe von Körnern oder auch für 
einzelne Körner statistische Daten 
(Fläche, Umfang, Durchmesser, Form-
faktor, Seitenverhältnis, Rundheit, 
Ausrichtung, usw.) erzeugt werden.

Die Körner können anhand eines 
Schwellwerts für jeden beliebigen 
Parameter in Untergruppen unterteilt 
werden. Diese Körnertopographie 
kann unabhängig vom Hintergrund 
betrachtet werden.  Körner können 
auch entlang der vertikalen Achse 
analysiert und mit einem festgeleg-
ten Höhenschwellwert verglichen 
werden. In diesem Fall werden ne-
ben den oben genannten Parametern 
auch Parameter zur Höhe und zum 
Volumen bestimmt.

Eine Oberfläche wird durch Wasser-
scheiden-Segmentierung in Muster 
unterteilt.  Kleine oder unbedeu-
tende Muster können entsprech-
end benutzerdefinierter Kriterien zu 
größeren zusammengefasst werden.  
Die Höhe, die Fläche, das Volumen 
und andere Parameter werden ermit-
telt.

In diesem Fall werden die Details bei der 
Schwellwerttrennung nicht ausgewählt.

Wasserscheide erkennt Bereiche mit Spitzen. Geschätzte Größe der Spitzen als Kreise 
dargestellt.

Falschfarbenbild mit Spitzen in Tiefenkarte.



Konturanalyse, Spectralanalyse,  
4D Analyse und Stitching

Konturanalyse
Für die Konturanalyse, also die Analyse der Abmes-
sungen einer Komponentengeometrie auf Querschnitt-
sprofilen, die aus der Oberfläche extrahiert wur-
den, stehen zwei Erweiterungsmodule zur Verfügung.   

Das Modul Contour Analysis bietet eine geometrische 
elementbezogene Vermaßung von Profilen, die entlang 
der Z-Achse und in der XY-Ebene extrahiert wurden.  
Die Abmessungen werden mit Hilfe automatischer und inter-
aktiver Werkzeuge berechnet. 
 
Das Modul Advanced Contour Analysis vergleicht Profile mit 
CAD-Modellen (DXF) oder benutzerdefinierten Sollformen, 
die Positionstoleranzen enthalten können.  Es bietet eine um-
fassende Analyse der Formabweichung und erzeugt einen 
vollständigen Analysebericht.

3D-Fourieranalyse, 4D-Analyse und Oberflächen-Stitching
Das Erweiterungsmodul 3D Fourier Analysis wird zum Filtern 
verrauschter Bilder und zur Unterdrückung bestimmter Fre-
quenzen eingesetzt; dabei können die FFT direkt bearbeitet und 
weitere Werkzeuge zur Spektralanalyse verwendet werden. 

Das Erweiterungsmodul 4D Analysis bietet eine Visualisie-
rung und statistische Analyse der Oberflächenentwicklung 
hinsichtlich der Zeit, der Temperatur oder anderer physika-
lischer Größen.
 
Das Erweiterungsmodul Surface Stitching setzt mehrere  
Messungen, die sich auf der horizontalen oder vertikalen 
Achse überlagern, zu einer analysefähigen Oberfläche 
zusammen.

Komponentenbild mit erweitertem Fokus Horizontale Abmessung der Kontur mit der Option Advanced Contour 
Analysis



Leica Map Start - Technische Daten

Gerätekompatibilität
▶ Die Leica Software Map Start wurde für Leica Mi-

kroskope, Makroskope und Stereomikroskope mit 
motorisierter Fokussteuerung entwickelt und kann nur 
bei vorheriger Installation der Software LAS Montage 
verwendet werden.

PC-Anforderungen
▶ Mindestens: Windows 7 oder Vista; 4 GB RAM; Multi-

core-Prozessor; Grafikauflösung mindestens 1280x1024 
in 32-Bit-Farben. 250 MB Festplattenspeicher; OpenGL-
beschleunigte Grafikkarte; USB-Anschluss für Hard-
ware-Dongle.

Desktop-Publishing-Umgebung
▶ Schrittweise Erstellung eines detaillierten Messbe-

richts in einer intuitiv zu bedienenden Desktop-Publish-
ing-Umgebung im Onscreen-Hoch- oder Querformat.

▶ Europäische Sprachen (DE,EN,FR,ES,IT) sowie Japa-
nisch, Mandarin und Koreanisch auswählbar.

Zur Steigerung der Produktivität
▶ Speicherung wiederkehrender Sequenzen von Ana-

lyseschritten und Wiederverwendung in beliebigen 
Dokumenten.

▶ Verwendung beliebiger Dokumente als Vorlage für die 
automatische Analyse ähnlicher Proben.

▶ Einfache Navigation innerhalb von Dokumenten per 
Mausklick in der Seitenansicht.

▶ Komplette messtechnische Rückverfolgbarkeit durch 
hierarchischen Analyse-Workflow. 

▶ Individuelle Einstellung der einzelnen Schritte mit au-
toma-tischer Neuberechnung der abhängigen Schritte 
jederzeit möglich.

Echtzeit-3D-Bildgebung
▶ Betrachtung von 3D-Topographiebildern in Echtzeit, 

Überlagerung der Topographie mit RGB-Farb- und 
Intensitätsbildern.

▶ Überflug über Oberflächen und Aufzeichnung als Film.
▶ Auswahl beliebiger Farbpaletten für die vertikale Skala 

und automatische oder interaktive Feineinstellung zur 
Hervorhebung von Oberflächenmerkmalen.

Datenkorrektur und Entrauschen
▶ Oberfläche invertieren, drehen und wenden, nominale 

Oberflächenneigung entfernen, abweichende Punkte 
entfernen, Bereiche retuschieren, Datenpunkte glätten.

Abmessungen
▶ Abstände und Winkel auf Profilen und Oberflächen 

messen, Stufenhöhen auf Profilen messen.

Parameter zur 3D-Oberflächenbeschaffenheit nach ISO
▶ Berechnung von 3D-Höhen- und Profiltraganteilparam-

etern (ISO 25178, EUR 15178).

Leica Map Premium
Neben Leica Map Start inklusive der Erweiterungsmodule 
können Sie auch Leica Map Premium oder ein Upgrade auf 
dieses Paket erwerben. Leica Map Premium ist ein Kom-
plettpaket für die Oberflächenvisualisierung und -analyse 
und bietet die Funktionen von Leica Map Start inklusvie aller 
Erweiterungsmodule mit Ausnahme von Advanced Contour 
Analysis und Statistics. 

Leica Map Premium ist eine Universallösung, die neben 
Mikroskopen auch mit herkömmlichen Kontakt-Profilmess-
geräten, optischen Messgeräten sowie Rastersonden-
mikroskopen kompatibel ist.  Daneben bietet Leica Map 
Premium zahlreiche zusätzliche Funktionsmerkmale, die 
nicht in Leica Map Start oder dessen Erweiterungsmodulen  
 

 
enthalten sind, insbesondere Werkzeuge für die erweiterte 
Funktionsanalyse, die Analyse der Oberflächenisotropie, die 
Direktionalität und die Periodizität, die Fraktalanalyse und 
die Analyse tiefer gelegener Schichten. 
 
Funktionsuntersuchungen der Profiltraganteilkurve der 
Oberfläche, der Tiefenverteilung und der Verschleiß- und 
Schmierzonen zusammen mit den ISO-25178-Parametern 
zum Funktionsvolumen, den Hybrid- und den Raumpara- 
metern haben in tribologischen Anwendungen eine große 
Bedeutung.  Tiefere Lagen (z. B. bei mehrlagigen mecha-
nischen oder elektronischen Oberflächen) werden in der-
selben Weise wie massive Oberflächen extrahiert und 
analysiert. Die Parameter zur Flachheit nach ISO 12781 
werden berechnet. 



Leica Map Start - Erweiterungsmodule

Basic Surface Texture 
▶ Ebene Flächen und Profile.
▶ Berechnung der Fläche von Spitzen und Tälern und des 

Volumens von Erhebungen und Löchern.
▶ Berechnung der Material-/Hohlraumzusammensetzung 

und der Dicke von bis zu drei vertikalen Flächen-
scheiben.

▶ Subtraktion von Flächen (Verschleiß).
▶ Messung von Stufenhöhen von Oberflächen.
▶ Anwendung von erweiterten Filterverfahren für die 

Rauheit/Welligkeit nach ISO 16610 (robuste Gauss-Filter 
und Spline-Filter).

▶ Berechnung von Primärparametern und Rauheitspara 
metern nach ISO 4287.

Grains & Particles
▶ Erkennung von Körnern und Partikeln und Trennung 

vom Hintergrund auf der horizontalen Achse; Erstel-
lung von Statistiken zu allen/ausgewählten/einzelnen 
Körnern (Fläche, Umfang, Durchmesser, Formfaktor, 
Seitenverhältnis, Rundheit, Ausrichtung, usw.).

▶ Erkennung von Inseln über einer festgelegten Schwell-
wert-Höhe und Erzeugung von Höhen- und Volumenpa-
rametern (neben den oben genannten Parametern wie 
Höhe, usw.) für alle/ausgewählte/einzelne Inseln.

▶ Unterteilung einer Oberfläche in Muster mit Hilfe der 
Wasserscheiden-Segmentierung; Erkennung von Mus-
terformen und Anpassung von Bereichen an Muster, 
sofern anwendbar.  Erstellung von Statistiken zu allen/
ausgewählten/einzelnen Mustern.  Berechnung von 
Parametern von Bildmerkmalen (ISO 25178).

Contour Analysis

▶ Messung von Abmessungen, Radien, Durchmessern 
und Winkeln in vertikalen oder horizontalen Quer-
schnittsprofilen. 

▶ Festlegung von Sollformen mit Hilfe automatischer und 
interaktiver Werkzeuge.

▶ Festlegung von Toleranzen und Überprüfung auf Form-
abweichungen.

Advanced Contour Analysis
▶ Grafische, vergrößerte Darstellung von Form- 

abweich-ungen.
▶ Analyse von Oberflächen mit großen Positions- 

toleranzen.
▶ Vergleich der Messdaten mit CAD-Modellen (DXF).

Statistics
▶ Erstellung von Statistiken zu mehreren Messwert- 

populationen.
▶ Dynamische Aktualisierung von Statistiken nach neuen 

Messungen.
▶ Erzeugung von Fähigkeitsparametern (Cpk) zur Über-

wachung der Wiederholgenauigkeit des Produktions-
prozesses.

3D Fourier Analysis
▶ Filtern verrauschter Bilder durch Schwellwertfest-

legung für die FFT.
▶ Herausfiltern bestimmter Frequenzen durch direkte 

Bearbeitung der FFT.
▶ Analyse des Frequenzspektrums, der Leistungs- 

spektrumsdichte, usw.
▶ Berechnung von Auto- und Interkorrelation.

4D Analysis
▶ Visualisierung und Analyse der Oberflächenentwick-

lung hinsichtlich einer 4. Dimension (Zeit, Temperatur, 
usw.).

▶ Überflug einer sich ändernden Oberfläche, Aufzeich-
nung als Film.

▶ Erstellung von Statistiken zur Oberfächenveränderung.
▶ Hervorhebung von Bereichen mit starken Veränder-

ungen.

Oberflächen-Stitching
▶ Erweiterung des Betrachtungsfelds durch auto-

matisches Zusammenfügen mehrerer Messungen.
▶ Erweiterung des vertikalen Bereichs durch Zusam-

mensetzen von Messungen, die in unterschiedlichen 
Höhen vorgenommen wurden, zu einer Oberfläche.



 Leica Microsystems ist global in vier Divisionen tätig, die 
in ihrem jeweiligen Segment zu den Marktführern zählen. 

• Life Science Division
Die Life Science Division von Leica Microsystems erfüllt 
die Bildgebungsanforderungen der Wissen schaft mit 
höchster Innovationsfähigkeit und technischem Know-
how für die Visualisierung, Messung und Analyse von 
Mikrostrukturen. Durch ihre Vertrautheit mit Forschungs-
applikationen bringt die Division ihren Kunden den ent-
scheidenden Vorsprung in der Wissenschaft.

• Industry Division
Mit hochwertigen und innovativen Bildgebungssystemen 
für die Betrachtung, Vermessung und Analyse von Mikro-
strukturen unterstützt die Industry Division von Leica 
Microsystems das Streben ihrer Kunden nach höchster
Qualität und Ergebnissen. Ihre Lösungen werden bei
industriellen Routine- und Forschungsanwendungen, in 
der Materialwissenschaft und Qualitätssicherung, in der 
Forensik und bei Schulungsanwendungen eingesetzt. 

• Biosystems Division
Die Biosystems Division von Leica Microsystems bietet 
Labors und Forschern in der Histopathologie eine umfas-
sende Produktpalette in höchster Qualität. Diese Palette 
umfasst für jeden Arbeitsschritt in der Histologie das 
ideale Produkt – sei es für den Patienten, sei es für den 
Pathologen. Für die gesamte Laborumgebung stehen 
hochproduktive Workfl ow-Lösungen zur Verfügung. Mit 
kompletten Histologiesystemen, gestützt auf innovativer 
Automatisierung und Novocastra™-Reagenzien, fördert 
die Biosystems Division eine bessere Patientenversor-
gung durch schnelle Durchsätze, verlässliche Diagnosen 
und eine enge Zusammenarbeit mit dem Kunden.

• Medical Division
Die Medical Division von Leica Microsystems unterstützt 
Mikrochirurgen in der Patientenversorgung und stellt
ihnen als innovativer Partner qualitativ hochwertige
Operationsmikroskope für aktuelle und zukünftige Be-
lange zur Verfügung.

 „Mit dem Anwender, für den
Anwender“ – Leica Microsystems

 Die fruchtbare Zusammenarbeit „mit dem Anwender, für den Anwender” ist seit jeher Grundlage 
für die Innovationskraft von Leica Microsystems. Auf dieser Basis haben wir unsere fünf Unter-
nehmenswerte entwickelt: Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science und 
Continuous Improvement. Diese Werte mit Leben zu erfüllen, heißt für uns: Living up to Life. 

 

Weltweit aktiv
Australien:  North Ryde  Tel. +61 2 8870 3500  Fax +61 2 9878 1055

 Belgien:  Groot Bijgaarden  Tel. +32 2 790 98 50  Fax +32 2 790 98 68

Dänemark:  Ballerup  Tel. +45 4454 0101  Fax +45 4454 0111

 Deutschland:  Wetzlar  Tel. +49 64 41 29 40 00  Fax +49 64 41 29 41 55

 England:  Milton Keynes  Tel. +44 800 298 2344  Fax +44 1908 246312

 Frankreich:  Nanterre Cedex  Tel. +33 811 000 664  Fax +33 1 56 05 23 23

 Italien:  Mailand  Tel. +39 02 574 861  Fax +39 02 574 03392

 Japan:  Tokio  Tel. +81 3 5421 2800  Fax +81 3 5421 2896

 Kanada:  Richmond Hill/Ontario  Tel. +1 905 762 2000  Fax +1 905 762 8937

 Korea:  Seoul  Tel. +82 2 514 65 43  Fax +82 2 514 65 48

 Niederlande:  Rijswijk  Tel. +31 70 4132 100  Fax +31 70 4132 109

 Österreich:  Wien  Tel. +43 1 486 80 50 0  Fax +43 1 486 80 50 30

 Portugal:  Lissabon  Tel. +351 21 388 9112  Fax +351 21 385 4668

 Schweden:  Kista  Tel. +46 8 625 45 45  Fax +46 8 625 45 10

 Schweiz:  Heerbrugg  Tel. +41 71 726 34 34  Fax +41 71 726 34 44

 Singapur  Tel. +65 6779 7823  Fax +65 6773 0628

 Spanien:  Barcelona  Tel. +34 93 494 95 30  Fax +34 93 494 95 32

 USA:  Buffalo Grove/Illinois  Tel. +1 847 405 0123  Fax +1 847 405 0164

  Volksrepublik China:  Hong Kong  Tel. +852 2564 6699  Fax +852 2564 4163

 
und Vertretungen in mehr als 100 Ländern

 www.leica-microsystems.com
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